
X 線 Lau 干渉顕微鏡による高分解能 X線位相 CT 法の開発 

Development of methodology for high-resolution X-ray phase CT using an X-ray 

microscope equipping with Lau interferometer 
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X 線イメージングの空間分解能は X線顕微鏡技術の発達に伴い向上しており、現在では 50 nm

の空間分解能を有する装置が市販されている。通常、空間分解能の向上に従い顕微鏡の有効視野

は小さくなるため、原則的に試料を視野内に収める必要のあるトモグラフィ（CT）測定において

は、吸収差で像コントラストを得ることが特にソフトマテリアル試料に対して困難となる。弱吸

収物体を高コントラストで可視化する手法として、X 線の位相シフトを利用したイメージングの

利用が広がっており、位相シフトを定量的に計測することで位相 CT への展開が行われている。X

線格子干渉計とX線顕微鏡と組み合わせた高感度高分解能三次元計測法の研究が行われており[1]、

Lau干渉計を利用することで、実験室 X線源を使用した X 線顕微鏡においても機能することが実

証された[2]。我々はこのシステムを実用的に応用可能なものとすべく、市販の X線顕微鏡（Zeiss 

Xradia 800 Ultra）に Lau干渉計を組み込んだシステムの開発を進めている[3]。 

本システムでは縞走査法による測定を行う。得られる一次画像は、二重の位相像がコントラス

ト反転して重なる“ツイン位相像”として得られる。位相 CT として適用するにはデコンボリュ

ーションによる演算処理が必要であり、この計算処理や縞走査法の計測誤差を原因としたアーチ

ファクトによる画質劣化が大きな課題であった。本研究では、繰り返し演算手法の導入及び最適

化を進めた結果、大幅な画質向上に成功したので報告を行う。 
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